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Abstract: The special strain gage rosette for drilling method is introduced in this paper. Application of semiconductor
strain gages brings an advantage as transforming strain into an electrical signal is with an efficiency up to several tens
times greater than at the metallic ones. This effect may be very important for a stability measuring during identification
of residual stress at the structure, because we may apply a strain gages in a greater distance from testing drilling hole.
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Stabilita vysledki vyhodnocenych vyvrtavaci metodou zavisi jak na poloze odvrtavaci ruzice
vzhledem k otvoru, tak na velikosti a tvaru otvoru . V bezprostfednim okoli vrtaného otvoru jsou umistény
aktivni tenzometry foliovych ruzic, které citlivé reaguji na kombinaci vSech silné se projevujicich vlivi, ale
v metodach vyhodnoceni je zakomponovan pouze vliv excentricity a skutecné velikosti otvoru, ne jeji
postupnd ovalita, smér osy diry a kvalita vrtaného povrchu.

Vsechny tyto vlivy se zmensuji se vzdalenosti od otvoru. - 0 =
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otvoru jmenovitého. To v pfipadé odladéni metodiky umozni
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Na ploché zkusebni ty¢i pro trhaci zkousku v obr.2 je Stabilnsidi  obl o <itelng
nalepeno 7 kfemikovych odporovych tenzometri AP120-3- ta 1neq§1 ,O 'ast r>2 je mentelna
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dvojicich tenzometr-teplomeér, které umoziuji méfit teplotu
tyCe v blizkosti tenzometri. Teplotni soucinitel délkové roztaznosti kifemikové aktivni ¢asti tenzometru je

2.8.10-6 1/0C. Tenzometry jsou na ty¢i nalepeny epoxidovym lepidlem PC-6, japonské firmy KYOWA

umoziiujicim méfeni v rozmezi teplot od -50°C do +150°C.
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Na detailu razice v obr.3 vidime
Sipkami oznafené tenzometry odvrtavaci
ruzice. Ostatni 2 tenzometry v prafezu
maji parové ¢leny na druhé strané vzorku
a slouzi k ptesné identifikaci nominalniho
napcti v prifezu pii tahové, eventudlné
ohybové zkousce vzorku, kterymi je
vyvojovy typ razice testovan.

V tésné blizkosti kazdého
tenzometru  je  paralelné  nalepen
polovodicovy teplomér, aby bylo mozno
podle aktualnich teplotnich pomért signal
ruzice korigovat.

Zavislost  odporu  obou  typi
polovodi¢ovych méticich prvka na deformaci
vyjadfuje vztah :
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Obr.3, Detailni umisténi
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kde AR[Q2]- zména odporu tenzometru  zplUsobena deformaci &, R[Q2]- odpor nedeformovaného
tenzometru, C;,C,- konstanty deformacni rovnice, €[m/m].- pomérna deformace.
Proto zpracovani komplexu signdlti na vysledné pomérné prodlouzeni feSime vnitinim programem.
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